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METALOGRAFIi DENEYI

1. DENEYIN AMACI

Metalografik yontem ile malzemelerin ge¢miste gordiigii islemler, sahip oldugu
ozellikler ve bu ozellikleri degistirmek i¢in yapilmasi gereken islemleri belirlemek
icin numune hazirlanmasi, parlatma ve daglama tekniginin 6gretilmesi.

Ornegin 1s1l islem sonucunda malzeme i¢ yapisinda degisimleri tanimlamak, soguk
sekillendirmeden sonra yapisal degisim ile yeniden kristallesme tavlamasindan sonra
yapimin yeniden olusumunu gozlemlemek, malzeme hatasi olarak bilinen liflesme,
cekme ve gaz bosluklart ve sicak sekillendirme islemine tabi tutulan malzemelerde
meydana gelecek liflesme, ¢atlak gibi yapisal degisiklikleri gérmek, faz analizi ve

tane boyutu gibi malzeme 6zellikleri hakkinda bilgi metalografik deney ile edilir.

2. TANIMLAMALAR:

Malzemelerin ylizey topografyasi veya i¢ yap1 incelemelerinde optik veya elektron
mikroskop kullanmadan 6nce numunelerin bir 6n hazirliktan gegmesi gerekir. Optik
mikroskopta metalografik ¢calisma yapilirken asagidaki asamalar takip edilir.
Numune Alinmasi:

Metalografik inceleme i¢in secilmis numunenin bir deger tasiyabilmesi igin, bu
numunenin fiziksel ve kimyasal 6zellikler bakimindan esas malzemeyi tam olarak
temsil etmesi gerekir. Bu bakimdan numune alinmasi, isin temelidir. Metalografik
numune alinmasinda sabit kurallar olmayip, bazi genel prensipler vardir ve yerine
gbre insan zekd ve bilgisini kullanir. Ornegin, doviilmiis veya haddelenmis
malzemeden enine ve boyuna kesit alinmalidir. Ayrica incelemenin igeriine gore
malzemenin kenar ve ortasindan, ince ve kalin yerlerinden, bozuk ve saglam
kisimlarindan ayri ayri numune alinmalidir.

Numunenin nereden alinacagi tespit edildikten sonra uygun bir alet ile numune
kesilir. Bunlar testere, keski, torna, kesici tas, ¢ekigle kirma ve oksi-asetilen olabilir.
Prensip olarak, numuneyi alirken yiizeyde en az plastik sekil degistiren ve en az 1s1

meydana getiren kesme yontemi secilmelidir. Ciinkil biitiin ¢aligma orijinal malzeme



i¢ yapisinin mikroskop altinda goriilebilmesi i¢indir. Numune elle parlatilacak ise
kolayca tutulabilecek biiyiikliikte olmalidir. Bu amagla numune bakalite alinir.

iki sekilde numune kaliba alinir;

1. Sicak ve basing altinda kaliplama

2. Soguk kaliplama

Zimparalama:

Kaba ve ince zimparalama seklinde ayrilabilir. Kaba zimparalama kademesinin
amaci, ince zzimparalama ve parlatma kademeleri i¢in ilk diiz yiizeyi elde etmektir.
Bu kademede 80 ve 120 nolu zimparalar kullanilir. ince zimparalamada 320, 400,
600, 800, 1200 nolu zimparalar kullanilir. Bir zzimparadan digerine gecerken el ve
numune iyice yikanmalidir. Boylece daha kaba zimpara tanelerinin bir tist kademeye
gecmesi Onlenmis olur. Gegislerde numune bir dnceki zimparalama yoniine gére 90°
cevrilirse, bir Onceki kademedeki c¢iziklerin yok edilip edilmedigi daha kolay
anlagilabilir. Zimparalama islemi bir onceki zimparanin ciziklerinin yok edildigi
stirenin iki kat1 olmalidir.

Kaba ve Nihai Parlatma:

Her iki kademede de numune parlatma disklerine tutulur. Disklerin iizeri parlatma
kumaglariyla kaplidir. Bu kademede Al;Os3;, Elmas, SiC, Fe;Os3;, Cr203, MgO vb
asindiricilar kullanilabilir. Kaba parlatmadan nihai parlatmaya gegerken ve parlatma
sonunda el ve numune iyice yikanmalidir. Asindiricilar kullanilarak yiizey
puriizliliigiiniin azaltilmas1 suretiyle, numunenin yiizeyi ayna gibi veya 15181 iyi
yansitan bir ylizey olmalidir. G6z yanilmasina meydan vermemek icin parlatmanin
yeterliliginin kontrolii optik mikroskopta 100x biiylitmede yapilmalidir.

Daglama:

Parlatilmis numunelerin mikroskopta incelenmesiyle yap1 detaylar1 nadiren ortaya
cikabilir. Parlatmadan sonra, metalik olmayan kalintilar ve porozite, ¢atlak gibi
yiizey kusurlar1 goriilebilir.

Gergek i¢ yap1 Ozelliklerini optik mikroskopta goriiniir hale getirmek i¢in numunenin
uygun c¢ozeltiler ile daglanmasi gereklidir. Daglama sonrasi yapidaki bazi fazlar
daglayicidan etkilenerek parlakligi bozulur (¢ukurlasir), boylece optik metalurji
mikroskobunda daha koyu renkli goriiliirler. Daglama isleminin gereginden uzun
stire yapilmasi halinde numune yiizeyinin tamami daglayicidan etkilenerek

kararabilir, bu durum asir1 daglamadir. Asirt daglama, tekrar 1200 nolu zimpara veya



parlatma kademesine doniilerek daglamanin etkisi giderilene kadar numunenin
parlatilmasiyla giderilebilir.

Optik Mikroskopta Muayene:

Malzeme i¢ yapisinin incelenmesinde kullanilan optik mikroskop objektif, okiiler ve
aydinlatma sisteminden olusmaktadir. Biiylitme miktar1 objektif ve okiilerin biiylitme
degerlerinin ¢arpimi ile bulunur. Biyolojide kullanilan optik mikroskoptan farkli
olarak metal mikroskop ile numunedeki fazlarin 6zellikleri, dagilimlari, tane sinirlari,
kayma bantlari, ikizlenme, porozite, kalint1 ve catlaklar gibi ¢esitli yapilar incelenir.
Stereo mikroskop ile tane yapisindan ziyade numunenin bir bolgesi veya tamami
daha diisiik biiylitme oranlari ile incelenerek numunede kaynak imalat yontemi ile
meydana gelmis (1s1 tesiri bdlgeleri, yonlenmeler, katmerler) olan yapisal
degisiklikler, ¢esitli makro hatalar (catlak, gozenek, bosluk, ciiruf kalintisi vs.)
incelenir.

3. YAPILACAK iSLEMLER:

Metalografik calisma yapmak amaciyla asagidaki islemler yapilmalidir.

1. Inceleme amaciyla secilen parcadan numune alinmasi i¢in kesme islemi Metkon

marka Metacut 300 model hassas kesme cihazi ile yapilacaktir (Sekil 1).

Sekil 1. Kesme cihazi.
2. Numunenin sekil ve boyutu goz Oniinde bulundurularak gerekiyorsa kaliba
(bakalite) alma isleminin yapilmasi.
3. Numunenin hazirlanmasi: Par¢adan numune alma islemi sonrast numune

kenarlarindaki ¢apaklar alinir ve kdselere pahlar kirilir. Bu kademeden sonra alinan



numune ilk once zimpara cihazina yerlestirilmis kabadan inceye dogru siralanan
zimparalar kullanilarak zimparalanir. Her bir asamada bir onceki kademeden kalan
izlerin kaybolmasi saglanir.

En son 1200 mesh’lik zimparalama isleminden sonra ince tane boyutlu AIO3 tozlari
kullanilarak numune parlatilir. Parlatilan numune alkolle yikanir ve kurutulur.
Zimparalama ve parlatma islemleri ise Metkon marka Forcipol 2V model

zimparalama ve parlatma cihazi ile gergeklestirilecektir (Sekil 2).

Sekil 2. Zimparalama ve parlatma cihazi.

4. Daha 6nceden numunenin cinsine gore hazirlanmis uygun daglayici kullanilarak
numune belirli bir siire boyunca daglanir.

5. Numunenin incelenmesi: Numune optik mikroskop tizerine yerlestirilerek fakli
biiyiitmelerde mikroyapi incelemesi yapilir. Inceleme yapilirken kullanilan biiyiitme
orani ve numunenin sematik mikroyapilari not edilmelidir. Metalografik muayene
icin Nikon marka Eclipse LV150 model 50X ile 1500X biiylitme oraninda
gorlintiileme yapabilen optik metal mikroskop kullanilacaktir (Sekil 3).



Sekil 3. Optik metal mikroskop.

4. RAPORUN HAZIRLANMASI

1. Yukarida yapilan ¢aligmalart kapsayan deney raporunu deneyden sonra
hazirlayiniz.

2. Raporda kullanilan ekipmanlar1 kisaca tanitici bilgiler veriniz.

3. Deneyde incelenen numunenin i¢ yapisi, tane ozellikleri ve malzeme igerisinde

mevcut olan hatalar hakkinda bilgi veriniz.
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